Rastersondenmikroskop
Multimode 8

Prinzip
Oberflachenanalyse. Ortsaufgeldste und in-situ Analysen von

Probenoberflachen im pm- und nm-Bereich. Messprinzip beruht auf
der Wechselwirkung einer Spitze (Sonde) mit der Probenoberflache.

Hersteller Bruker

Mode Multimode 8
Abbildungstechniken AFM, STM, EC-STM, SECPM
Umgebungsbedingungen Luft, FlUssigkeit
Temperatur Raumtemperatur

Max. Scanbereich 10 x 10 ym?2

Max. vertikaler Bereich 2,5um

Bipotentiostat fur in-situ
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